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Interazione radiazione materia
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Spettroscopie di raggi X per lo studio di molecole organiche

Fotoemissione
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Spettroscopie di raggi X per lo studio di molecole organiche

_ (Near Edge Absorption Spectroscopy)
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Spettroscopie di raggi X per lo studio di molecole organiche

e Pump&Probe
* Transient Absorption Spectroscopy
* Fotoemissione risonante



Jablonski Energy Diagram
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Rough Vacuum
1 atm — 1073 Torr

1.1073 Torr
4.108 atom/cm?

Tecnologia del vuoto

High Vacuum
102 Torr - 10 Torr

1.10°° Torr
4.10% gtom/cm?3

Ultra High Vacuum
108 Torr - 102 Torr

1.10 Torr
4.10° atom/cm?



Tecnologia del vuoto
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Teoria degli errori



Interazione radiazione materia
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Interpretazione degli spettri
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Spettroscopia risolta in tempo

Fotoemissione risonante
Spettroscopia Pump-Probe
2PP

TAS

Tecnologia del vuoto e strumentazione

Teoria degli errori e analisi dati



Elettra - Sincrotrone Trieste

Laboratorio ANCHOR-SUNDYN

Laser beam
Synchrotron beam
Al Ka source

He discharge lamp
Electron analyzer
Exit slits
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Modalita Esame

* Discussione di un articolo (15-20 min)
e Report esperienza di laboratorio
* Programma



